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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desd

nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification internationa es
facon transparente, dans toute la mesure possib es NoO
nationales et régionales. i entre orme>de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiuée e dans cette’derniére

5) La CEIl n’a fixé aucune ¢ comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée guand &rie &clqré co forme a l'une de ses normes.

6) L’attention est i éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits QPR i ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pa

67-1 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,
7Dispositifs a semiconducteurs.

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/632/FDIS 47A/643/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatign fyristandardi tlon omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object\of\the to promote

participate in this preparatory work. International,
with the IEC also participate in this preparation.

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on te )
international consensus of opinion on the re i W echntsal committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re internatioplal use and are published in the form
of standards, technical specifications, S i nd they are accepted by the National
Committees in that sense.

divergence between the |
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m

equipment declargt\to ba.i
6) Attention is draw
of patent rights. The |E

-1 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
bee 47: Semiconductor devices.

FDIS Report on voting
47A/632/FDIS 47A/643/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C are for information only.
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La CEl 61967 comprend les parties suivantes'). sous le titre général Circuits intégrés — Mesure
des émissions électromagnétiques, 150 kHz & 1GHz:

Partie 1: Conditions générales et définitions

Partie 2: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de cellule TEM2)

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de scrutation surfacique 2

Partie 4: Mesure des émissions conduites — Méthode par couplage direct1 Q/150 Q 1)

Partie 5: Mesure des émissions conduites — Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail 1)
Partie 6: Mesure des émissions conduites — Méthode de la sonde magnétique 1)

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2012. te date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

=g
N

1) A publier.
2) A l'étude.
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IEC 61967 consists of the following parts?), under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: Measurement of radiated emissions — TEM-cell method 2

Part 3: Measurement of radiated emissions — Surface scan method 2)

Part 4: Measurement of conducted emissions — 1 Q/150 Q direct coupling method 1)

Part 5: Measurement of conducted emissions — Workbench Faraday cage method 1)

Part 6: Measurement of conducted emissions — Magnetic probe method 1)

The committee has decided that the contents of this publication will re changed until
2012. At this date, the publication will be

@C@

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
+ amended.

N

1) To be published.

2) Under consideration.
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CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61967 fournit des informations générales ef des de 'nltlons sur la

explicite dans le rapport d'essai indi
notamment a des fins de comparaison.

. P "
] . g 7 7 nSd s
perturbations RF potentiek ¢ ication du gircuit mtegre
2 Reéférences :or
Les documents :

document. Pour les

eule I'édition citée s'applique. Pour les références non
ent de référence s'applique (y compris les éventuels

electromagnetiqug
CISPR 16-1:1999, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques

CISPR 25:1995, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations
radioélectriques pour la protection des récepteurs utilisés a bord des véhicules

ANSI C63.2:1996, American Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength
Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz — Specifications


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f9f8bae7-f453-4265-8301-1ba9df81e701/iec-61967-1-2002

61967-1 O IEC:2002 -11 -
INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

1 Scope

applies. For undated references, the latest edition
¥ amendments) applies.

The following referenced d
For dated refer ol
of the referenced ddécdme

CISPR 25:1995, Limifs and methods of measurement of radio disturbance characteristics for
the protection of receivers used on board vehicles

ANSI C63.2:1996, American Standard for Electromagnetic Noise and Field Strength
Instrumentation, 10 Hz to 40 GHz — Specifications
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61967 les définitions suivantes s'appliquent;
elles sont, pour la plupart, extraites de la CEI 60050(161).

3.1

réseau fictif
impédance de charge de référence convenue (simulée), soumise au dispositif en essai par des
réseaux (par exemple, lignes électriques ou de télécommunications prolongées) qui permet de
mesurer les tensions perturbatrices RF et qui isole I'appareil de I'alimentation ou des charges
aux fréquences de la gamme donnée

[VEI 161-04-05, modifié]

3.2
équipements associés
transducteurs (par exemple sondes, réseaux et antennes) conne

largeur de bande vidéo

34
emission a large bande
émission dont la large

mesure donné
[VEI 161-06-11,i'

3.5

[VEI 161-04-89]
3.6
courant en mode commun

dans un céable a plusieurs conducteurs, y compris les blindages et écrans éventuels, module de
la somme des phaseurs représentant les courants dans chacun des conducteurs

[VEI 161-04-39]

3.7

émissions conduites

transitoires et/ou autres perturbations observées sur les bornes externes d'un dispositif
pendant son fonctionnement normal

3.8

perturbation continue

perturbation RF, d'une durée supérieure a 200 ms a la sortie de la fréquence intermédiaire d'un
récepteur de mesure, provoquant une déviation de l'aiguille d'un récepteur de mesure en mode
de détection de quasi-créte qui ne diminue pas immédiatement

[VEI 161-02-11, modifié]
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